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La presente invention concer-ne des microscopes electroniar-e-. 
En particulier.. !• invention concerns "S-e llMl^e electro== " 
nique pour un microscope dlectronique foactiOiinsjvS a ime tension 
d 'acceleration ^lev^e, Daae un tel aieroacops, las slectroas du 
5 faisceau peuvent atteindre des Energies de l-ordre d-im million 

d'electronvolts et si deo Electrons d'une si grande dnergie heurte-->- 
une cible. cela produit dea rayoas 2 d'une ^nergie qui depend du 
nombre atomique du mat^riau de la cible . 

Selon la presente invention, dans un microscope electronique 
10 comprenant au moins une lentille electronique, cette derniere com- 
portant une bobine ^lectromagndtique et un circuit magnetique asso- 
cie compreaant une paire de pieces polaires opposdes et une culasse 
annulaire. les pieces polaires 6tant percees au centre pour' laisser 
un passage r^aer^r^ au faisceau ^lectronique , il est p^-dvu une garni - 
15 ture au revfitement pour chaque piece polaire qui borde le passage 
et qui est en un oateriau ayant un nombre atomique "inferieur k ce- 
lui du matiriau des pieces polaires de fagon que lea Electrons 
heurtant ce revfttement produisent des rayons X de aoins grande 
feergie que les Electrons heurtant les pieces polaires. 

De preference, les revfitements sont en un materiau ayant ur 
nombre atomique inferieur a lA.moitie de celui du materiau des 
pifeces polaires. Les rev$tements des pieces polaires respectives 
peuvent §tre amovibles. Le circuit magnetique peut Stre agence de 
fa9on que les positions des pifeces polaires soient r^glees dans des 
25 directions perpendiculaires I'aie du faisceau ^lectronique, et 

les deux pieces polaires d'une lentille peuvent Stre flxees ensemble - 
pour 6tre regimes en commm. » 

D'autres avantages et daratstdristiques de 1' invention 
ressortiront de la description qui va suivre faite en regaiM des 
dessins annexes et donnant h titre explicatif . mais nullement limi- 
tatif, une forme de realisation de 1' invention. 
Sur ces dessins : 
la figure 1 est une coupe verticale partielle d'une partie 
d'un microscope eiectronique selon 1' invention ; 
55 la figure 2 est une coupe horiaontale suivant la li^e II-il 

de -la figure 1 ; et- 

la figure 3 repreaente une partie de la figure .1 a plus grande 
echelle. ... 
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et 20, respectivement, ou par des servd-mecanismes (non representes) 
actionnes par une eommande a distance a partir d'un poste de conunande. 
Les tiges sont vissees dans la culasse 5 et exercent une pression 
centre un bord de la piece polaire superieure 8 pres d'un inter- 
5 valle 12 et elles servent a posxtioimer les deux places polalres 8 
et 9 le long des axes transversaux x et j. Etant donne que les 
pieces pblairea sont assu jetties I'une a 1' autre par 1' element 
d'ecartement 10, elles sent deplacees ensemble. 

S'il n'efet pas indispensable de deplacer simultanement et 

10 de la meme distance les deux pieces 'polaires 8 et 9, il n'est pas 
necessaire qu'elles soient assujetties a 1' element d'ecartement 10 
et chacune des pifeces peut Stre nninie d'une serie respective de 
tiges de reglage analogues aux tiges 13^16 representees sur la 
figure 2. La liaison entre les pieces polaires 8 et 9 et 1' element 

15 d'ecartement 10 a I'avantage de pemettre d'usiner les alesages des 
deux pieces polaires en mSme temps et sur la m§me machine. Ainsi, 
leur concentriclte est assurSe au maximum et on pr€f^re cette cons- 
truction. 

Comme indique pl\is haut, lorsque des Electrons atteignent 

20 une cible, ils ont pour effet d'engendrer des rayons X. On sait que 
1' energie ou le pouvoir de penetration des rayons Z augmente avec 
le nombre atomique du materiau de la cible qui est bombard^e par 
les electrons povir produlre les rayons X. En consequence, 11 est 
souhaitable de munir les pl&ces polaires d'un revStement bordant la 

25 trajectoire du faisceau electronlque , le revStement ^tant en un ma- 
teriau de nombre atomique relativement bas^de manifere k produlre 
• des rayons X dits "mous" ou de faible energie plut5t que des rayons 
X diirs ou de grande energie.. Les rayons X mous ont beaucoup moins 
d' energie et de pouvoir penetrant q^ue les rayons X durs, 

50 Pour cette raison, les pieces polaires 8 et 9 sont recou- 

vertes respectivement de revStements 21 et 22 boardant ou entourant 
la trajectoire du faisceau Electronlque. Les revStements 21 et 22 
sont en un materiau ayant un nombre atomique senslblement inf^rleur 
k celui de la matifere ferreuse constituant les pieces polaires. Des 

35 mat^riaux convenables sont des- alliages d' aluminium et de beryliiiai 
qui ont des nombres atomiques correspondant senslblement a la moi- 
tie ou moins de la moitie du poids atomique du fer. Par exemple, le ■ 
nombre atomique du fer est de I'ordre de 55, tandis que le nombre 
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atomique de I'aluminiiim est d'environ 27- et celui du beryllium 
n'est que de 9. Les revStements 21 et 22 peuvent Stre sous la forme 
d'enduits appliques aux surfaces des pifeces polaires reapectives, 
ou bleu les revgtements peuvent @tre amovibles tout en s'ajustant 
5 etroitement dans les alesages des pifeces polaires ou les al^sages 
posterieurs. Cette dernifere construction permet d'enlever facile- 
ment les 3>evStements 21 et .22, de sorte que 1» installation mise sous 
vide peut Stre facilement nettoy^e ou reaplac^e. 

Oonnn* on le voit sur les figures "1 et J, les passages 
10 axlaux reserves aux faisceaux electroniques traversant les pieces 
polaires 8 et 9 ont une section droite qui diminue vers I'entrefer 
1 1 . les passages a travers les pieces polaires 8 et 9 sont r^unis 
par une partie tubulaire du revStement 22 qui traverse les entre- 
f ers 1 1 . Afin de r^duire le plus possible le volume du microscope 
15 qui doit etre mis sous vide, 11 est prevu une bague 25 ^tanehe au 
vide entre les revStements 21 et 22. 

Dans la plupart des microscopes Electroniques, les lentilles 
sent plaeees las xines au-dessus des autres en disposant entre elles 
des bagues toriques etanches au vide. Ces bagues toriques ont sou- 
20 vent xm rayon relativement grand en comparaison du volume essentiel 
n^cessaire pour le vide. Avec une- telle construction, les grandes 
surfaces plaeees face k face neoesaitent beaucoup de temps pour la 
mise sous vide. Egalement, un d^gazage considerable ae produit k 
partir des bagues toriques ayant un grand rayon. Gette difficult^ 
25 est surmontee dans la pr^sente invention par la presence de bagues 
toriques convenables Stanches au vide 24 entre ies surfaces aiinu- 
laires en contact des revStemento 21 et 22 des lentilles adjacentes 
tellea que par example entre les lentilles 1 et 2 et entre les len- • 
tilles 2 et 5. Ainsi, la surface de la bague torique expos^e au 
50 vide est plus petite et ainsi le ddgazage necessaire de la bague 
est beaucoup moins important. 

Des elements d'^tanch^it^ supplementairea peuvent Stre 
prevus sous la forme de bagues toriques 25 entre les extr^mit^s en 
contact des pifeces polaires des lentilles dleetroniques adjacentes. 
35 Bien qu'on ait d^crit 1' invention en se r^f^rant k un 

microscope electronique classique, il est bien entendu que la cons- 
truction de la lentille decrite est egalement applicable h d' autres 
formes de microscopes electroniques, par exemple une forme dans 
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laquelle le faisceau ^lec'trociqua esplore 1-ob.iet ou 1 'eehantillon 
a pluaieiars. reprises et I'ia-teasite du fsiisceau eiais est detecte 
et affich^ sur uzi tube b. rsyons cathodiquesi. 

Sur la figure 3, la 'brlcle 26. s'^tendant vers 1 ' inlierieiir 
5 const itue vcci orif ic«, d^limitant le faisceau electronique . Une telle 
bride ou un etranglement du dlsm&tre du passage dans la partie tu- 
bulaire du revfitement peut aervir dgaleioent k r^duire le couraat dVL 
faisceau Electronique. De telles ouvertures constituent des points 
ou la generation dea rayons X peut dtre r^glee. 
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1. Microscope ^lectEoaiQue^ pr-sgsa-iaKt ai? moins une lentille 
electronique comporteiat ims bob^e dlectrazsgnetlqiis et un circuit 
mgndtlque asgpcM qi^i eospresad oae" gjaig^ fie pieces polaires oppo- 



sees et une oxxJAaee ssmal&ive, ies pifeees polairea ^t^t p^rcies au 
centre pour former uh passage reservi au faisceau ^lectronique, 
aieroseope caracteris^ ea ee ^u'll eo^ pr^vu pour chaque pifece po- 
laire un revetemenf ou garniture bordaat ledit passage et ^tant en 
ua iDat^riau ayant \m noahre atomique inferieur a celui du mat^riau 
10. dee pieces polaires de fa9on que lea Electrons iieurtant ledit rev6- 
tement produisent des rayons X.de moins grande ^nprgie que les 
electrons heixTtant lea pieces polaix>e8. 

2 . Microscope ^lectronique selon la revendication t , 
earaeterise en ce que les revStements sont ea un. nkteriau ayant un 

1 5 nombre atoMque inf^rieur k la moiti^ de celiii du mat^riau des 
pifeees polaires. 

3. Hicroscope ^ieotroaique saloa ia ravendication 1, 
caract^riae en ce que les revStesaents son* ca alliage d 'aluminium. 

4 . Mieroseo|>e ^leetroaique aeloa la revendication 1 ,. 

20 earacteriee ea ce que les revdteiaeatB des pifeces polaires sont 
amovibles . 

Mcroscope electronique eeioa I'une quelconque des 
revendications prec^dentee, earaet^risJ en ee qu'il. comport© au 
aoins deT3s lentillea electrouiques piaeees I'une au-dessus de 
2!5 i' autre et ea ce que des elements ^tancHes au vide sont disposes 
entre les sstreEitds des rev6tements reapectifs des deux lentilles. 

6. Hicroscope iilectronique selon I'une quelconque des 
revendieationa prec^dentep, eai^ot^ris^ en ce que les positions des 
pieces polaires sont r^glables dana des directions perpendiculaires 

30 a I'axe du faisceau Electronique'. 

7. J^iicroscope ilectroaique selon ia revendication 5, 
caracterise an ee que les deus pieces polaires d'une lentille sont 
assujetties I'une ^ I'autre pour Stre regleee en commun. 

8. fJicroscope ^leetroaigis© selon la i-evsadieation 6 ou 7, 
35 CRrcetsrise e-a o& qu'il est ps^w.deg -Sispositifa peraettant de i^- 

tTler a distaace les pesiti^ dsa i^xbeos pslsires. . 
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